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Beam Source Main Characteristics:

BSI+ causano:
 Elevato carico termico
* Sputtering
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e Studio e ottimizzazione del rivestimento anti-sputtering
per SPIDER Beam Source

e Utilizzo di tecniche di caratterizzazione del rivestimento di
campioni sottoposti a lavorazioni e processi di deposizione
differenti
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Obiettivo: Ottimizzare il coating anti-sputtering
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e R&D FSLW35  FSLWO04
PT&B BB * Confronto con aziende >
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Rivestiti
contemporaneamente,
posizioni differenti

* Differenza morfologica

* Differenza spessore

* Difficolta controllo della
- : , = § ; e T R deposizione su geometrie
e weovoss |GMAE | S e T complesse

WD = 4.4 mm Mag = 25.00 KX

Cursor Height = 5.858 pm
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Cursor Height = 2.187 pm

EHT = 15.00 kV Signal A = InLens EHT = 15.00 kV Signal A = AsB EHT =15.001f 1m EHT =15.001] 1um EHT = 15.00 |
Sample ID = IREIS d Sample ID = IREIS d — —
WD = 4.4 mm Mag= 2500KX T I@—‘!’——E WD = 5.1 mm Mag= 1500KX o T¢ : = 4. = 52mn WD = 3.9 mn
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Influenza della
preparazione superficiale
sulla deposizione

* Difetti di deposizione
* Preparazione FSLW35 e quella
pensata per SPIDER
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FSLW35

EHT = 15.00 kv Signal A = InLens

EHT = 15.00 kv Signal A = InLens .
Sample ID = Mo su Cun36 »MATE
WD = 3.9 mm Mag = 25.00 K X ¥ Iﬁyﬁ‘#
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FSLWO04 - Mo

Esposizione alle condizioni
operative

* Morfologia simile a IREIS a):
annerimento

* Preparazione del substrato
migliore

* Crepe sul rivestimento

* Buchi sui bordi di grano del
rame esposto

EHT = 15.00 kV Signal A = InLens
WD = 5.4 mm Mag= 25.00 KX
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Sample ID = FSLW04inside I M
WD = 5.4 mm Mag= 2.00KX

FSLWO04 - Cu

EHT =15.00 kv Signal A = SE2
WD = 4.8 mm Mag= 2.00KX

Sample ID = FSLW04insicte|

EHT =15.00 kW Signal A = InLens v)
Sample ID = FSLWO4inside Jf E
WD = 54 mm Mag= 5.00KX 3 I %
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Test di graffio:
* Test per valutare adesione
rivestimento/substrato

* Accoppiamento Mo/Cu non ideale per
il test: Cu cede prima di Mo

* Risultati ottenuti non sono utili: non
c’e sollecitazione meccanica, ma
termica

* Necessarie ulteriori prove per
verificare la resistenza a stress termici
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Dalle analisi eseguite sui campioni si puo affermare che:
* La morfologia colonnare non protegge sufficientemente il
substrato dall’esposizione all'atmosfera (aria/umidita)

» E difficile ottenere un rivestimento con caratteristiche
costanti su pezzi di geometria complessa, come FSLW

* Lo scratch test non e adatto all’accoppiamento Mo/Cu

 Ulteriori analisi per valutare la resistenza a stress termico
e comprendere la causa delle crepe su Mo FSLWO04
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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